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Profilometr elektronowy stuzZy do pomiaru
powierzchni przekroju profili nieregularnych
ciggnionych drutéw oraz drobnych profili wal-
cowanych. Dotychczasowe metody obliczania
powierzchni przekroju profili nieregularnych za
pomoca planimetrowania, rozrysowania na pa-
pierze milimetrowym, wzglednie wazenia w po-
wietrzu i wodzie sg mato dokladne, a biedy po-
pelniane przy tych metodach daja zbyt duze
odchylki wzgledem rzeczywistych wartosci po-
wierzchni przekroju tych profili.- Obliczone na
podstawie powierzchni przekroju wartosci wiel-
kosci gniotéw lub wytrzymatlo$ci na rozcigganie
sa tylko przyblizone. Profilometr elektronowy
usuwa te bledy oraz stwarza mozliwosci szyb-
kiego i dokladnego pomiaru powierzchni prze-
kroju profili nieregularnych. Pomiar profilo-
metrem wedlug wynalazku oparty jest na zasa-
dzie zmiany natezenia pradu fotokomoérki w za-
leznosci od wielko$ci badanej probki.

*) Wiasciciel patentu o$wiadczyl, zZe tworca
wynalazku jest mgr inz. Jerzy Binder.

Profilometr elektronowy wedlug wynalazku
sktada sig z czesci elektronowo-optycznej oraz
wzmacniacza lampowego. Fig. 1 i 2 przedsta-
wiaja. schemat ideowy profilometru elektrono-
wego, a fig. 3 przedstawia przekréj czesci elek-
tronowo-optycznej. ‘

Przystepujac do badania nieznanej powierz-
chni przekroju, na przykiad drutu o profilu nie-
regularnym, szlifuje sie te powierzchnie prosto-

"padle do osi ciggnienia, a nastepnie ucima do
-dlugosci okoto 10 mm. Probke ustawia sie po-

wierzchnig c:szlifowana na szybie wzorcowej 3.
Probka jest oéwietlona z goéry. zar6éwka -1.
Skretka zaréwki 1 jest oddalona od soczewki 2
o odleglosé¢ réwna ogniskowej soczewki 2. Dzie-
ki temu otrzymuje sie réwnolegla wigzke Swia-
tla, padajaca na szybe wzorcowa 3 z umieszczo-
na na niej probka drutu profilowego. Powstaly
obraz przechodzi przez uklad optyczny socze-
wek pomniejszajacych 5 i 7 i pada na katode
fotokomorki 8. Na katodzie fotokomoérki 8 otrzy-
muje sie pomniejszony czarny obaz badanej

préobki drutu profilowego oraz czarny kontur
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metalowej ramki 4. Przez fotokomérke poplynie
wtedy prad, ktéry wzmocniony przez wzmac-
niacz, uwidoczniony na fig. 2, spowoduje wy-

chylenie wskazoéwki miliamperomierza 12 o pe-.

wng liczbe kresek, ktére réwne sg wartosci po-
wierzchni przekroju badanej prébki. Miliampe-
romierz 12 jest wyskalowany bezpo$rednio
w jednostkach powierzchni. Skalowanie odby-
wa sie w nizej opisany sposdb. Przez szybe
wzorcowg 3 o0 znanej powierzchni przepuszcza
sie wigzke Swiatta i za pomocg galek potencjo-
metrow 9 ustawia- sie wskazoéwke - miliampero-
mierza 12 na maksymalne wychylenie oznaczo-

ne na miliamperomierzu przez 0. Po tej czyn-.
nosci wstawia sie na szybe wzorcowg 3 badana:

probke. Powstaly obraz na fotokatodzie przysto-
ni pewng cze$¢ powierzchni $wiatloczulej. Prad
fotokomorki jest proporcjonalny do ilosci §wia-
tla padajacego na powierzchnie $wiattoczulg,
a w przypadku przysltoniecia pewnej jej czesci
przez czarny obraz probki i kontur ramki 4 po-
‘ptynie mniejszy prad niz poprzednio. W ten
spos6b miliamperomierz wykaze warto§¢é po-
wierzchni przekroju badanej probki. Profilo-
metr elektronowy posiada wyposazenie w po-
staci czterech ramek metalowych 4 o rdéinych
wymiarach. Przy pomiarach powierzéhni dobie-

ra sig zawsze te ramke, ktérej wymiary sa naj-
bardziej zblizone do wymiaru gabarytowego ba-
danej prébki. Miliamperomierz 12 posiada row-
niez odpowiednie cztery skale oznaczone réw-
niez tymi samymi literami. W zaleznosci od uzy-
tej ramki 4 odczytu dokonuje si¢ na skali ozna-
czonej ta samag literg, co i ramka. Otrzymuje
sie w ten spos6b dokladny odczyt na miliam-
peromierzu.

Zastrzezenie patentowe

Profilometr elektronowy do- pomiaréw po-

~wierzchni przekroju profili nieregularnych, zna-
‘mienny tym, ze zawiera uktad elektronowo-

optyczny, ktéry sklada sie z zaréowki (1), so-
czewki (2), odleglej od zardéwki (1) o odleglosé
réowna jej ogniskowej, szyby wzorcowej (3), kon-
turowej ramki metalowej (4), soczewek (5, 6 i 7)

i fotokomoérki (8) oraz wzmacniacza elektrono- -

wego, ktéry wyposazony jest w miliamperomierz,
wyskalowany bezposrednio w jednostkach po-
wierzchni, przy czym pomiar oparty jest na za-
sadzie zmiany - natezenia pradu fotokomoérki
w zaleznosci od wielkosei badanej prébki.

"Fabryka Lin i Drutu
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